SPM (Taramah U¢ Mikroskobu)

A
E;ﬁ
EGE MATAL

SPM, Taramali Tinelleme Mikroskobu
(STM) ve Atomik Kuvvet Mikroskobunu (AFM)

icermektedir. Sivi ve hava ortamlarinda iletken,

yari iletken, yalitkan vb Ozellikteki orneklerde

sivriltilmis bir igne ucu yardimiyla ylzeyin

yuksek c¢ozlndrlikte, atomik boyutlarda (¢

boyutlu goriintiillenmesini saglar. Goriintiileme,

igne ucunun yiizey ile etkilesiminin incelenmesi

sonucunda gercgeklestirilir.

STM ile iletken drneklerin ylizey yapilari, molekiiler biiyiikliikleri, yerlesimi ve atomlarin ug

boyutlu sistemde tek basmna goriintileri elde edilir. AFM ise ylzey topografisini angstrom

mertebesinden bir ka¢ yuz mikrona kadar 6lgebilen bir tekniktir. Cok hassas bir ignenin yiizeyi

taramasiyla atomlar aras1 kuvvetler nN ya da pN duyarlilikla dlgiilebilmektedir. Atomik kuvvet

mikroskopu ise ti¢ farkli teknik ile kullanabilmektedir. Bunlar; ignenin yiizeye temas ettirilerek

uygulandigi temas yontemi (CONTACT MODE), ignenin yiizeye temas etmedigi temassiz yontem
(NON-CONTACT) ve ignenin yilizeye vurularak (TAPPING MODE) uygulandigi vurma

yontemidir. Ornek yiizeylerinin goriintiilenmesi yam sira faz, elektrik iletkenlik ve manyetik alan

farkliliklar da saptanabilmektedir.

SPM Uygulamalari:

Malzeme Bilimi Uygulamalari

Polimerler,

Yariiletkenler

Metaller ve Alasimlar

Seramik ve cam malzemerler, Mineraller
Kolloitler, Nanoparcaciklar, Nanoteller
Ince filmler ve kaplamalar

Fotovoltaik malzemeler

LED

Yasam Bilimi Uygulamalar:

Biyomolekdller
Virusler

Bakteri ve Hicreler
Dokular
Biyopolimerler
Biyomalzemeler



Cihaz Ad1

Cihaz Donanimu ve Ozellikleri:

X-Y Tarama Aralig1
Z Arahig

Dikey Giirtiltii Kat1

XY Konum Sensori Glrdltl Seviyesi
(Kapali Dongii)

Z Konum Sensori Guralti Seviyesi
(Kapal1 Dongii)
Numune/Boyut/Tutucu

Motorlu Konumlandirma Sahnesi (X-

Y ekseni):
Mikroskop Optik

Sinyal Erigim

Tek Nokta Spektroskopisi:
Numune

Sicaklik Kontrolii:

: BRUKER Dimension Edge with ScanAsyst

- Tipik 90 pm x 90 pum, minimum 85 pm.

. Goriintiileme ve kuvvet ramp modlarinda tipik 10
pm, minimum 9.5 pm

:Uygun bir ortamda <50 pm RMS, tipik géruntileme
bant genisligi (625Hz’e kadar).

: <0.5 nm RMS tipik goriintiileme bant genisligi
(625Hz’¢ kadar).

: <0.2 nm RMS tipik goriintiileme bant genisligi
(625Hz’e kadar).

1150 mm vakum ayna, 15 mm kalin; istege bagh
cergeve ara parcast 40 mm’e kadar kalin

:150 mm x 150 mm incelenebilir alan; coklu alan
olgtimleri icin programlanabilir.

. 5-megapiksel dijital kamera; 180 pm - 1465 pum
goriintlileme alani; dijital yakinlagtirma ve motorlu
odak.

. Ayarlanabilir I/O sinyal erisimi kontrol aleti igine
yerlesik; ozellestirilebilir sinyal yonlendirme, dijital
geri bildirim ve c¢ift dijital kenetleme icerir.

: Nokta ve atis konumlamasi ve rampast i¢in ii¢

eksenli kapali dongii kontrolii; igine yerlesik olan
termal ayar ile yay sabiti kalibrasyonu.

. Opsiyonel 1sitici/sogutucu aksesuar1 ile -35’den
+250°C’e; gaz temizleme kapasitesi igerir.



